
メモリ・テスト・システム

同時測定個数最大384個。柔軟なピン構成でテスト・コスト低減に貢献。
T5383



DRAM製造工程では、ウエ

ハ・マスクの微細化や300mm

ウエハへの対応など、高密度

化、高速化が一段と進展。ま

た、携帯電話やパソコン、デジ

タル家電などの分野では、メモ

リ単体はもちろん、積層化され

たSIP（System in Package）

の需要が急増しています。

T5383は、こうした動向にいち

早く対応。DRAMの前工程試

験からFLASHメモリ、SIPな

どの後工程試験まで高スルー

プットを実現し、メモリ・デバイ

スの高速化、多様化に柔軟に

応えます。しかも、従来製品

T5377Sと同等のフロア・スペ

ースというコンパクト設計です。

同時測定数の増大とフレキ
シブルなピン構成でテスト・
コストを低減

T5383は、デバイス・ピンの増加

や同時測定個数増大に対応

し、ピン数を大幅に増強。フレ

キシブルなピン割り付けの実現

により、より柔軟で多彩なバリ

エーションの同時測定を可能

としました。また、同時測定個

数も256個（従来製品T5377S）

から最大384個へと増強し、

従来製品（T5377S）比で1.5倍

を実現し、テスト・コストの低減

に貢献します。

更なるスループットの向上

T5383は、従来製品（T5377S）

の約2倍の試験速度286MHz/

572Mbpsを実現。テスト時間

の短縮が可能です。また、

DRAM前工程試験で広く用

いられる冗長救済解析ハー

ド・ウエア（MRA4ev3オプシ

ョン）は、従来製品の約2倍の

高速化を達成。解析時間の

短縮を実現すると共に同時測

定個数増大に伴う解析時間

増大を防止しました。

従来製品との互換性を維持

テスタOSにマルチ・ランゲージ

対応のFutureSuite®を採用し

ました。ATL言語との互換は

もちろん、MCI（Multi Control

Interface）によりC言語でのプ

ログラミングも可能です。プロ

グラミング作成のニーズに合

わせて選択できます。

T5383の主な仕様

対象デバイス： DRAM、SDRAM、DDRデバイス、SRAM、

FLASHメモリ、EPROMなど

同時測定： 最大384個/システム

試験速度： 286MHz/572Mbps（DDRモード時）

※詳細につきましては弊社担当営業にお問い合わせください。
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●本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱い説明書をお読みください。

●ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部を変更、

向上させていただくことがあります。

FutureSuiteは、株式会社アドバンテストの、日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
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